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摘要(译)

本发明涉及一种用于在固体表面上进行用于确定液体样品中分析物的存
在或不存在的单步测定法的方法。所公开的方法包括固定在多孔固体材
料上的适体包被的和信号分子负载的多孔二氧化硅颗粒。分析物与涂覆
在二氧化硅珠粒上的适体的特异性相互作用导致信号分子的释放，其在
固体支持物上产生可检测的信号。还提供了用于检测平台的测定装置。
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